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BESCHREIBUNG UND NUTZEN

Bekanntlich bestimmt das Geflge, d.h. die Mikro- und Nanostruktur und die
auftretenden Defekte, die Eigenschaften eines Werkstoffes. Daher liegt fur alle
Herstellende und Verarbeitende der Hauptfokus auf der Steuerung und
Quialitatskontrolle der Gefligeausbildung eines Werkstoffes in immer engeren
Toleranzgrenzen. Die quantitative Gefligeanalyse ist dafur als
Kontrollinstrument unverzichtbar. Neben dem Routineeinsatz der
Lichtmikroskopie ist eine entscheidende Entwicklung auf diesem Gebiet die
Kombination der etablierten Kontraste der Rasterelektronenmikroskopie (REM)
mit dem fokussierten lonenstrahl (FIB). Diese ermdglicht eine extrem sensitive
Analyse bei gleichzeitig genauer Zielpraparation.

Die Weiterbildung beginnt mit einer kurzen Einfuhrung in die Grundlagen der
digitalen Bildanalyse in 2D und deren sinnvollen Ubertragung in
3D-Informationen. Neben den unterschiedlichen Abbildungsverfahren vom
Lichtmikroskop Uber die Elektronenmikroskopie bis hin zur Atomsonde in 2D
und 3D werden insbesondere die Verarbeitung der erhaltenen Daten von der
klassischen Bildverarbeitung Uber die quantitative Gefligeanalyse behandelt.
AbschlieBend werden die Moglichkeiten der Klassifizierung mittels Methoden
des maschinellen Lernens vorgestellt und Best-Practice Beispiele prasentiert.
Abgerundet wird die Weiterbildung mit vielen praktischen Beispielen und
Demonstrationspraktika mit interaktiven Modulen zur direkten Anwendung
und Umsetzung der vorgestellten Inhalte.

ZIELGRUPPE UND ORGANISATORISCHES

Diese Fortbildung richtet sich an alle Anwender*innen der Geftigeanalyse in
Qualitatskontrolle und Werkstoffentwicklung. Vorausgesetzt werden
Grundkenntnisse der Werkstoffkunde. Alle methodischen Grundlagen der
Gefligeanalyse werden erarbeitet und praxisorientiert vermittelt.

Ca. eine Woche vor der Veranstaltung wird es eine kurze Test- und
Informationsveranstaltung fur die Teilnehmenden geben. Der Termin wird den
Teilnehmenden rechtzeitig per Mail mitgeteilt.

Der erste Tag der Veranstaltung soll ein einheitliches Verstandnis der
Teilnehmenden fiir die Thematik schaffen. Wer sich bereits sehr sicher
rund um die Themen REM (Rasterelektronenmikroskopie) und FIB
(Focused-lon-Beam) sowie der Bildverarbeitungstechnik ImageJ und Fiji
auskennt, kann auch erst zum zweiten Tag mit der Fortbildung starten.
Dies wird jedoch ausdriicklich nicht empfohlen.

Die Fortbildung findet als Online-Veranstaltung statt. Die registrierten
Teilnehmenden erhalten einige Tage vor der Veranstaltung den Zugangslink zur
Fortbildung per Mail.

PROGRAMM

Erster Tag auch separat buchbar

Praktische Einfiihrung in die Rasterelektronenmikroskopie
inkl. Live-Demo
Dr.-InG. C. Pauy

Praktische Einfiihrung in die Focused lon Beam Technik
inkl. Live-Demo
DR.-ING. F. SOLDERA
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Praktische Einfiihrung in die Bildverarbeitungssoftware Image)
und Fiji
M.Sc. M. MuLLer
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.Das Geflige weiB alles” -

Grundlagen der skaleniibergreifenden Gefiigeanalyse in 2D und
3D

Pror. DRr.-ING. F. MuckuicH

.Der Klassiker” — Rasterelektronenmikroskopie, EDX und EBSD
DR.-ING. J. BARRIRERO

.Das Schweizer Taschenmesser der Gefiigeanalyse” -
Ga-FIB und Xe-PFIB sowie die damit verbundenen Maglichkeiten
DR.-InG. C. Pauly

Demonstrationspraktikum: Dual Beam Workstation

Gefligeanalyse mit teuren Programmpaketen oder geht es auch
anders?
M.Sc. M. MULLER

Image)J und Fiji
M.Sc. M.MuULLeEr

Was ist korrelative Mikroskopie und wie mache ich das richtig?
DRr.- InG. D. Brirz

Demonstrationspraktikum: Bildregistrierung
M.Sc. M.MULLER

Neue und etablierte Segmentierungsverfahren -
von der Schwellwertsegmentierung bis zum maschinellen Lernen
Dr.- ING. D. Britz

Demonstrationspraktikum: Segmentierung
(Schwellwert, KG-Rekonstruktion, Otsu, Weka)
M.Sc. M. MuLLer

Einfithrung und Ubersicht tomographischer Verfahren - von der
Mikro- bis zur atomaren Skala
DipL.-ING. M. ENGSTLER

.Darfs noch etwas mehr sein?” - 3D-(Serienschnitt)verfahren
DipL.-ING. M. ENGSTLER

Atomar aufgeléste Tomographie in der Atomsonde
DR.-ING. BARRIRERO, J.

3D-Rekonstruktion
DipL.-ING. M. ENGSTLER

Das groBe Finale: Quantitative Gefiligeanalyse
M.Sc. M. MuLLer

Demonstrationspraktikum: QGA mit Fiji (2D) und Mavi (3D)

Kein Workshop ohne Kiinstliche Intelligenz: Maschinelles Lernen
in der Gefiligeforschung
Dr.- ING. D. Brirz

...und wie ich damit auch komplexe Gefiige analysieren kann
M.Sc. M. MuLLer

Abschlussdiskussion

Feedbackrunde, Verabschiedung und Ende der Fortbildung



